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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un procedeu pentru determinarea
luciului depunerilor galvanice in timpul procesului de
electrodepunere. Procedeul conform inventiei se
bazeazd pe masurarea intensitatii unei radiatii lumi-
noase reflectate de o depunere galvanica, direct in baia
galvanica, ca o masura a luciului acesteia, in acest
scop fiind folosita o sursa (4) de radiatie monocromatica
de tip laser, o sonda optica (5) ce este compusa dintr-o
lentila (6) de focalizare si un pachet (7) de fibre optice
care contine douasprezece fibre optice (8) de iluminare,
dispuse radial in jurul unei fibre optice (9) centrale,
destinata preluarii si transmiterii radiatiei reflectate de o
proba spre un detector fotoelectric, pentru cautarea
punctului focal al lentilei fiind folosit un surub (12)
micrometric, iar pentru achizitia si preluarea datelor fiind
folosita o unitate (19) electronica. Luciul se exprima in
procente, sub forma unui raport inmultit cu 100, dintre
valoarea masurata a intensitatii luminoase reflectate de
pe un depozit galvanic si valoarea masurata a inten-
sitétii luminoase reflectate de pe o oglinda de argint
depusa in vacuum, al carei luciu se considera, in mod
conventional, ca fiind 100%, toate masuratorile fiind
efectuate in punctul focal al lentilei de focalizare.
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PROCEDEU PENTRU DETERMINAREA LUCIULUI
DEPUNERILOR GALVANICE

Inventia se refera la un procedeu pentru determinarea luciului depunerilor
galvanice in timpul procesului de electrodepunere fara scoaterea catodului din
electrolit.

Pentru determinarea luciului depunerilor galvanice  este cunoscut un
procedeu de masurare si exprimare a luciului prin distanta la care cuvintul
“LUCIU" scris cu litere negre de o anumita dimensiune pe o placa alba mai poate
fi citit clar in oglinda pe o proba galvanica plana a carui luciu se urmareste
[Oniciu L. — Galvanotehnica, Ed. Stiintifica si Enciclopedica , Bucuresti 1980 | ,
[STAS 7294-65]). De asemenea, mai sint cunoscute procedee si aparate bazate
pe masurarea pe cale opto-electronica a intensitatii (/) a radiatiei luminoase
reflectate de pe proba cercetata si raportarea acestei intensitati la intensitatea
(/o) a radiatiei luminoase reflectate de pe o oglinda etalon de argint, masurata
cu acelasi aparat, al carei luciu este considerat conventional ca fiind 100%,
[Aparat pentru determinarea luciului la piese metalice, Brevet OSIM nr.
72320/1973), [ Aparat pentru masurarea luciului si a culorii, Brevet OSIM nr.
99.212/1987],[ Aparat pentru masurarea luciului la hirtie, Brevet OSIM nr.87.530
/1983] luciul (L) al depunerii galvanice exprimindu-se cu relatia : L [%] = /Iy 100.
Metoda optoelectronica da rezultate bune insa este aplicatd numai dupa
realizarea depunerii, scoaterea si uscarea catodului.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in realizarea unui
procedeu care sa permita prin mijloace tehnice simple determinarea luciului
direct pe depunere, in timpul procesului de electrodepunere, ori de cite ori este
nevoie, find astfel posibila studierea influentei parametrilor precum:
concentratie agenti de luciu, densitate de curent, temperatura, distanta anod
catod, concentratia ionicA a baii galvanice, pH si conductivitate electrolit,
intensitatea agitarii baii, etc., asupra evolutiei luciului depunerii galvanice.

Procedeul conform inventiei se bazeaza pe masurarea intensitatii radiatiei
luminoase reflectate de o depunere galvanica, direct in baia galvanica, ca o
masura a luciului acesteia. Pentru masurarea luciului prin intermediul intensitatii
luminoase reflectate de pe depunere se foloseste o structura de tip celula
galvanica speciala echipata cu sonda optica legata de o sursa de radiatie
monocromatica si de o unitate optoelectronica. Sonda optica trece prin anod i
contine sase fibre optice de iluminare si o fibra optica dispusa centric fata de
fibrele de iluminare pentru masurarea intensitatii radiatiei reflectate de pe
depunere, la capatul inferior al sondei este montata o lentila de focalizare a
radiatiei monocromatice pe suprafata depunerii galvanice. Toate masuratorile se
efectueaza cu sonda si cei doi electrozi scufundati in electrolit. Pentru a exista
0 buna precizie a determinarilor masurarea luciului se face intotdeauna in
punctul focal al lentilei de focalizare. Prin efectuarea raportului intre intensitatea
radiatiei incidente si intensitatea radiatiei reflectate eroarea datorata absorbtiei
radiatiei de catre electrolit este eliminatd deoarece aceastd eroare se
regaseste atit la numaratorul cit si la numitorul fractiei si prin simplificare da
valoare unitara care nu modifica valoarea raportului ce exprima luciul depunerii.
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Pentru etalonarea masuratorii la valoarea de 100% luciu se foloseste o
oglinda de argint miniaturala care poate fi plasata prin rabatare manuala
deasupra catodului exact sub canalul optic si basculatd dupa efectuarea
masuratorii de reflexie de 100% luciu din nou in pozitia initiala pentru a nu
ecrana electric catodul in timpul procesului de electrodepunere.

Pentru masurarea luciului catodului fara depunere se realizeaza
focalizarea radiatiei pe suprafata catodului pina cind indicatia aparatului de
masura este maxima ceea ce arata ca masuratoarea are loc in punctul focal al
lentilei.

Pentru masurari curente ale luciului depunerii galvanice pe catod,
efectuate la diferiti timpi, se pun sub tensiune cei doi electrozi si se procedeaza
ca mai sus. legirea suprafetei depozitului galvanic din punctul focal al lentilei ca
urmare a cresterii grosimii de strat se compenseaza manual prin deplasarea
sondei optice in vederea aducerii depozitului galvanic in punctul focal al lentilei.

Modul de lucru este foarte simplu: dupa montarea catodului se
rabateaza oglinda miniaturala de argint pe acesta si se scufunda ansamblul in
baia galvanica dupa care se regleaza dintr-un surub micrometric distanta lentila
- oglinda pina cind valoarea intensitatii fotocurentului (/rs), ce reprezinta o
masura a intensitatii (/;) a radiatiei reflectate din intensitatea (ly) a radiatiei
incidente, este maxima. In aceste conditii se considera valoarea luciului (L) ca
fiind :

[L]= 1= 100% (1)

Dupa aceasta operatie oglinda de argint este rabatata, se regleaza din nou
distanta in asa fel incit suprafata catodului sa fie in punctul focal al lentilei
(fotocurentul masurat este maxim) Si se masoara valoarea intensitatii
fotocurentului dat de intensitatea radiatiei luminoase reflectate (/). Raportul
dintre fotocurentul (ly:2 ) si fotocurentul (lr;1) da valoarea luciului (L) a catodului
fara acoperire galvanica:

[L2] = Ir2/ 111 100 (2)

Dupa aceste masuratori se pun sub tensiune cei doi electrozi ai sondei si
incepe electrodepunerea metalului sau aliajului pe catod, luciul depozitului
galvanic si grosimea acestuia evoluind in timp in functie de diversi parametrii de
proces. La timpi bine stabiliti se realizeaza masuratori ale intensitatiilor
luminoase (/3_._I,) care prin rapoartele:

[L3] = I3l Ire1 100 (3)

[Lr] = ltenl It 100 (4)

dau valorile de luciu (Ls....... L,) ale depozitului galvanic functie de valorile
diferitilor parametrii de proces existenti in acel moment in baia galvanica. Dat
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fiind faptul ca, grosimea stratului galvanic creste in timp, suprafata depozitului

galvanic se apropie de lentila, iar masurarea curenta a luciului nu mai are loc in

punctul focal al lentilei ceea ce duce la erori importante masurare. Pentru a

efectua masuratorile in conditii optime inainte de validarea valorii masurate a

luciului se deplaseaza la fiecare masurare, prin intermediul surubului

micrometric, sonda optica incet in sus si in jos fata de ultima pozitie a acesteia.

Valoarea corecta a luciului este data totdeauna de valoarea maxima a

fotocurentului afisata de aparat in timpul acestor deplasari (la valoarea maxima a

reflexiei zona examinata se gaseste in punctul focal al lentilei de focalizare).

Prin aplicarea inventiei se obtin urmatoarele avantaje:

- se poate realiza masurarea luciului la depuneri galvanice la diverse intervale
de timp direct in baia galvanica pe tot parcursul procesului de
electrodepunere

- se poate realiza studiul in situ a influentei parametrilor: concentratie agenti
de luciu, densitate de curent, temperatura, distanta anod-catod, concentratie
si compozitie ionicd a baii galvanice, pH si conductivitate electrolit,
intensitate agitare baie galvanica, etc. asupra luciului depunerilor galvanice

- se realizeaza un procedeu si un dispozitiv performant si ieftin pentru
determinarea luciului depunerii galvanice in timpul procesului de
electrodepunere

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legatura cu :

- Figura 1 care reprezintd o vedere a unei structuri care materializeaza
procedeul si dispozitivul de masurare a luciului depunerilor galvanice in
timpul procesului de electrodepunere

Pentru materializarea procedeului de masurare a luciului este folosita o celula

galvanica speciala formata dintr-un catod 1 pe care se realizeaza depunerea

galvanica 2 , un anod 3 prevazut cu un orificiu central o , o sursa de radiatie
monocromatica de tip laser 4, o sonda optica 5 ce contine in partea inferioara

o lentilda optica 6, un pachet de fibre optice 7 compus la rindul lui din

douasprezece fibre optice de iluminare 8, dispuse radial in jurul unei fibre

optice centrale 9, pentru preluarea si transmiterea radiatiei reflectate de pe

proba spre detectorul fotoelectric, o oglinda miniaturala circulara rabatabila 10

actionata manual printr-o tija 11, un surub micrometric 12 pentru deplasarea

sondei optice in punctul focal al lentilei, o tija mobilda 13 si un surub special 14

pentru realizarea de diferite distante anod-catod, un brat transversal 15,

prevazut cu trei suruburi speciale de fixare si centrare 16,17,18, o unitate

electronica 19, pentru achizitia si prelucrarea datelor, o coloana 20, pentru
sustinerea intregului dispozitiv, fixat la rindul lui pe un batiu 21 pe care se mai
gaseste montata o baie galvanica 22 din care se realizeaza electrodepunerea.
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REVENDICARE

Inventia  Procedeu pentru masurarea luciului depunerilor galvanice
caracterizata prin aceea ca in vederea determinarii luciului unui depozit galvanic
in timpul procesului de electrodepunere este folosita o celula galvanica speciala
la care este masurata pe cale optoelectronica intensitatea luminoasa a unei
radiatii laser monocromatice reflectatd de pe suprafata depozitul galvanic (2),
folosind o sursa de radiatie (4) de tip laser, o sonda optica (5) compusa la rindul
ei dintr-o lentila de focalizare (6), un sistem de iluminare cu fibra optica (7), (8),
si o fibra optica centrala pentru preluarea radiatiei reflectate (9), un surub
micrometric (12) pentru cautarea punctului focal al lentilei si o unitate electronica
(19) pentru achizitia si prelucrarea datelor
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